























平成 14年 9 月 1 日から平成 15 年 3 月 28 日まで、質量分析計室及び各研究室で、研修を行った。
3. 使用機器
JEOL DX303 EBE 型質量分析計及び JEOL JMS700T BEBE 型タンデム質量分析計を使用し、 電












質量分析計は 1 )試料をイオン化する部分[イオン源] 2) イオンを質量の違いによって





・電子イオン化 (electron ionization;EI) 
・化学イオン化 (chemical ionization; cI) 
・高速原子衝撃イオン化 (fast atombombardment ionization;FAB) 
.エレクトロスプレーイオン化 (electrospray ionization;ESI) 
.マトリックス支援レーザー脱離イオン化 (matrix-assisted laser desorption/ioniz炙ion;MALDI) 
<分析計>
・磁場型 (mag巾tic sector) 
・イオントラップ型(ion trap) 
・四重極型 (quadrupole)
.飛行時間型 (time of flight;TOF) 
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試料はベンゾイル酢酸エチル (BAAEE) 及びエチルジベンゾイルグ、ルタレート (EDBG) を用
い、電子イオン化法 (EI) 及び高速原子衝撃イオン化法 (FAB) によって測定した。
7-2 
BAAEE の測定はイオン化室を加温するとピークが極端に小さくなったためEI 法において、
目的とした分子イオンピーク ([M]+. ;m/z192) が明瞭に観測されその結果、室温で測定した。
た(図 4) 。このことは BAAEE が非常に高い揮発性を有していることを示唆している 。 一方、 EDBG
の場合、室温測定では分子イオンピークは殆ど観測されなかったが、 2000Cに昇温することで







BAAEE 、 EDBG 共、分子イオンの他に多数のフラグメントイオンが観測されたためそれらの帰
一方、 FAB 法においてはマトリックス剤として一般的に使用されているグリセ
リン及び mーニトロベンジルアルコールを用いて測定した。それらのスベクトルを(図 2) 、(図
3) に示す。グリセリン使用の場合、 BAAEE は痕跡程度の分子イオンピーク ([M+HJ\ m/z193) 
を観測できたが、 EDBG では全く観測できなかった。一方、 mーニトロベンジルアルコール使用

















(図的 BAAEE/m-NBA (FAB) (図 4) BAAEE(El) 
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(図 7) EDBG/m-NBA (FAB) 
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(図 6) EDBG(EI) 
7-3 イオン源の交換
FAB 測定法と EI 測定法ではイオン源が異なるため、測定法によってイオン源を交換する必
要があります。今回、 FAB 測定法から EI 測定法に変更するためイオン源の交換実習を行った。
これらのイオン源は精密、かっ高価なものであるためそれらの作業は細心の注意を払って行
った。
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